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Introducéao

Materiais multicomponentes compostos por 6xidos
de metais de transi¢do dispersos em matriz de silica
sdo intensamente investigados devido as suas
aplicagBes como sensores Opticos ou catalisadores
[1]. Para que estes compositos tenham um bom
desempenho é importante que os 6xidos de metais
de transicdo sejam dispersos de maneira homogénea
através da matriz de silica. Dentre esses materiais
pode-se citar o V,O5/WO4/SiO,, utilizado em catalise
heterogénea, sensores opticos e baterias de litio.

Neste contexto, este trabalho apresenta um método
de sintese do compésito V,05/WO,/SiO, empregando
0 processo sol-gel em meio alcalino. Foram utilizados
0 gel de pentéxido de vanadio com o Oxido de
tungsténio como precursor inorganico e o
metiltrietoxisilano (MTES) como precursor organico.

Resultados e Discussao

O resultado obtido pela reacédo entre o xerogel de
V,05/WO; com MTES é um material homogéneo de
coloracdo marrom escuro que foi caracterizado por
técnicas de difracdo de raio-X (DRX), espectroscopia
na regido do infravermelho (IV-TF) e voltametria ciclica
(VC).

Com base no difratograma nota-se que apesar ca
presenca das redes poliméricas da matriz de silica, a
estrutura lamelar do xerogel V,05/WO; foi preservada,
mas com variagdo do espacamento interlamelar de
d((m):12,2A para d(m1)=10,9A.

Observa-se  também uma  diminuicdo da
cristalinidade do material, evidenciado por um
alargamento do pico (001) e pela diminuicdo da
intensidade do mesmao. (figura 1)

O espectro de IV-TF do compdsito apresenta,
predominantemente, 0s modos vibracionais
correspondentes & silica, tais como: em 772 cm™ (C-
H), 900 cm™ (O-Si-H) e (Si-OH), 900-1200 cm™ (Si-O-
Si) e de forma menos intensa aparecem as bandas
atribuidas ao V,05; e ao WO..

A manutencdo da estrutura do xerogel mesmo na
presenca da matriz de silica possibilitou o estudo das
propriedades eletroquimicas do material por
voltametria ciclica.
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Figura 1. Difratograma de raios-X do (a) xerogel
V,05/WO;e (b) do material V,0O5/WO4/SiO..

O comportamento eletroquimico observado para o
compdsito \LOs/WO,/SIO, xerogel exibe um par de
picos entre os potenciais de -0.50V a +0,50V (ECS),
em solucéo 0,1 M LiClO, em acetonitrila.

Estes picos podem ser atribuidos ao par redox de
VYI"V com concomitante insercéo dos ions litio a fim
manter a eletroneutralidade no interior da lamela. A
largura e o padrdo assimétrico das ondas podem ser
relacionados a superficie ndo homogénea do filme e a
baixa taxa de transferéncia eletronica [2]. Verificamos
também que o processo redox néo é estavel uma vez
gue as intensidades de corrente de pico decrescem
apoés sucessivas varreduras.

Conclusdes

Mesmo apds a dispersdo do compdsito xerogel
V,0s/WO; em silica observa-se a manutencédo das
propriedades do xerogel de V,Os/WO; isto pode ser
um indicio da formacdo das redes de cadeias
interpenetradas necessarias para o bom desempenho
do compoésito como sensores ou catalisadores.
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